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摘要(译)

提供了一种用于检测驻留在测试样品中的分析物的存在或量的流通测定
装置。该装置利用清除区，其含有用于目标分析物的捕获试剂。捕获试
剂可以捕获小于或等于分析物的预定基础量的分析物的量，例如对于特
定测试样品被认为是“正常”的量。因此，捕获试剂能够防止检测到一些分
析物。以这种方式，可以以简单，廉价但有效的方式降低测定装置的灵
敏度。
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